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Giiltig ab: 16.12.2024
Ausstellungsdatum: 16.12.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung
eingetragener Verein
Hansastrafle 27c, 80686 Miinchen

mit dem Standort

Fraunhofer-Institut fiir Solare Energiesysteme — CalLab PV-Cells
Heidenhofstralle 2, 79110 Freiburg

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieRlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Hochfrequenz- und StrahlungsmessgroRRen
Optische MessgroRRen
— Photovoltaik
— Radiometrie

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und (iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 4
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Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne
dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfigt tGber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.
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Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messspanne Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Verfahren Messunsicherheit
Photovoltaik

Kurzschlussstrom DIN EN 60904-1:2020 0,87 %
*
Solarzellen 01mA  bis  20A DIN EN 60904-1-1:2017 0,87 %
IEC/TS 60904-1-2:2019
.. 0,94 %
(IV Kennlinien nach Abs. 6.2)
Leerlaufspannung DIN EN 60904-1:2020 0,16 %
Solarzellen* ) DIN EN 60904-1-1:2017 0,10%
0,1V bis 20V
IEC/TS 60904-1-2:2019
L. 0,16 %
(IV Kennlinien nach Abs. 6.2)
Fillfaktor Strom- DIN EN 60904-1:2020 0,41 %
Spannungs-Kennlinie DIN EN 60904-1-1:2017 0,89 %
Solarzellen* 20% bis 95 % - =
IEC/TS 60904-1-2:2019 0.41%
(IV Kennlinien nach Abs. 6.2) R
Maximale Leistung DIN EN 60904-1:2020 0,91 %
Solarzellen* . DIN EN 60904-1-1:2017 0,96 %
0,01 mW  bis a0 W
IEC/TS 60904-1-2:2019
.. 0,98 %
(IV Kennlinien nach Abs. 6.2)
Wirkungsgrad DIN EN 60904-1:2020 1,00 %
Solarzellen* _ DIN EN 60904-1-1:2017 0,97 %
0,01 % bis 100 %
IEC/TS 60904-1-2:2019
- 1,00 %
(IV Kennlinien nach Abs. 6.2)
Shuntspannun
P & 1mVv bis 10V 0,88 %
Strahlungssensor
Radiometrie*
spektrale DIN EN 60904-8:2014
Bestrahlungsstarke IEC 60904-8-1:2017
Wellenldnge
Empfindlichkeit 280nm  bis  <320nm 7,6%
Solarzellen
320nm bis <350 nm 2,3%
1,0-107 350 bi <450 0,86 %
A bis 0,1 Am?/W nm.Be nm ’
Am?/W 450nm bis <1000 nm 0,75 %
1000 nm  bis <1070 nm 1,5%
1070 nm  bis <1120 nm 1,9%
1120 nm  bis <1150 nm 3,0%
1150 nm  bis <1180 nm 6,9 %
1180 nm  bis <1200 nm 14 %
Glltig ab: 16.12.2024
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Verwendete Abkiirzungen:

CMC Calibration and measurement capabilities
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
TS Technical Specification — Technische Spezifikation
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